Radkovaci tunelovy mikroskop

uloha 7 FPP I1. (NEVF132)
(Pavel Kocan)

Cilem tulohy je praktické ovéfeni principil fadkovaci tunelové mikroskopie a spektroskopie. Pomoci
znamych rekonstrukci Si(111)7%7 nebo Si(100)2%1 budou okalibrovany xyz osy pii daném
rozliSeni.

Predpoklady

Studenti si mohou pfedem vyZzadat studijni materidly pro seznameni s problematikou. Znalost
principtt STM/STS a struktury rekonstrukei Si je nutnym piedpokladem pro ti€ast na tloze.

Ukoly

1) Zobrazeni povrchové rekonstrukce pii raznych napétich na hrotu, jeji urceni.
2) Ovéfeni exponencidlni zavislosti tunelového proudu na tloustce bariéry.

3) Kalibrace osy z pomoci profilu atomarniho schodu.

4) ProloZeni strukturniho modelu STM mapou, kalibrace xy.

5) Vypocet koncentrace defekti na povrchu

6) Pokus o urceni zdkladnich elektronickych vlastnosti na zdkladé STS spektra

Poznamky

Konkrétni napln praktika mtize byt prizptisobena aktudlnim experimentalnim podminkdm. V
piipadé neptiznivych okolnosti dostanou studenti ke zpracovani data nahradni.
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